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Wymagania wstępne: 
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Cel przedmiotu: 
Oczekiwanym efektem kształcenia jest opanowanie przez studentów umiejętności posługiwania się elektrycznymi metodami diagnostyki współczesnych elementów elektronicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy półprzewodnikowe. 
Treści kształcenia: 
1.	Cel diagnostyki elementów elektronicznych. Modele matematyczno-fizyczne wykorzystywane do opisu elementów półprzewodnikowych. 
2.	 Podstawowa aparatura pomiarowa wykorzystywana do wyznaczania parametrów stałoprądowych i częstotliwościowych elementów elektronicznych. 
3.	 Wpływ temperatury na właściwości elementów półprzewodnikowych.
4.	 Kondensator MOS jako narzędzie diagnostyczne technologii wytwarzania i jakości elementów półprzewodnikowych.
5.	 Podstawowe elektryczne metody wyznaczania parametrów specyficznych dla elementów półprzewodnikowych. 
6.	 Wybrane elementy pomiarów i diagnostyki analogowych układów scalonych. 
7.	 Wyznaczanie parametrów wybranych cyfrowych układów scalonych. 
8.	Problemy stabilności długoczasowej. Badania środowiskowe. Niezawodność złożonych systemów elektronicznych

Metody oceny: 
Dwa kolokwia sprawdzające i zaliczenie zajęć laboratoryjnych.
Egzamin: 
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